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本号では「ナノイオンプローブによる新規顕微計測技術の

展開」と題した特集を掲載しております．ナノスケールで物

質の構造や機能を明らかにする高分解能顕微鏡法の果たす

役割は益々増大しています．さて，顕微鏡法の歴史を紐解

きますと，光学顕微鏡の発明は 16 世紀末のオランダ眼鏡職

人によるといわれています．その後 3 世紀を経過して電子

顕微鏡が 1931 年に Ruska らにより開発され，走査型トンネ

ル顕微鏡（STM）の発明者である Binnig と Rohrer とともに

1986 年にノーベル物理学賞を受賞しました．走査型プロー

ブ顕微鏡は 1982 年の STM 発明以降，ナノスケールの顕微

鏡法として急速に発展しました．一方，イオンを用いた顕微

鏡としては，電界イオン顕微鏡（FIM）が嚆矢です．1951 年

に Mueller により発明され，1955 年に原子実空間観察に初

めて成功しました．一方，集束イオンビームを用いた FIB
はイオン顕微鏡とも考えられますが，1975 年に Levi-Setti ら
によってガス電界電離イオン源を用いた最初の装置，さらに

1978 年には液体金属イオン源を用いた装置が Seliger らによ

り開発されました．2006 年には FIM と融合した走査型ヘリ

ウムイオン顕微鏡が市販され，高分解能顕微鏡かつ超微細加

工装置として注目されています．並行してイオンを用いた表

面化学分析手法である二次イオン質量分析（SIMS）におい

てもナノイオンビーム化が進展し，高感度・高質量分解能か

つナノスケール元素イメージングを可能とする新たな顕微鏡

法として認識されています．さらに液中その場計測と融合し

た走査型イオン伝導顕微鏡法は細胞などの生体物質をあるが

ままの状態で可視化できる新たな顕微鏡法として生化学分野

において注目されています．電子や光などをプローブとする

顕微鏡法とは相補的にイオンをプローブとする顕微鏡法の開

発と応用が着実に進展しており，このような新しい顕微鏡が

独創的な研究を推進するプラットフォームとなることを念願

したいと思います．

（物質・材料研究機構　先端的共通技術部門　藤田大介）
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